Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

 «Автоматизация вычислений в метрологии»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных из нижеприведенного списка.
Примерный перечень вопросов:

 
1. Общие свойства элементов автоматических измерительных систем.
2. Характеристики автоматических измерительных систем.
3. Передаточная функция и частотная характеристика звеньев автоматических измерительных систем.
4. Операторный коэффициент передачи. Переходная характеристика.
5. Безынерционное (усилительное), инерционное (апериодическое) звенья автоматических измерительных систем, их уравнения и характеристики.
6. Дифференцирущее (идеальное и реальное) звено автоматических измерительных систем, его уравнения и характеристики.
7. Колебательное и интегрирующее звенья автоматических измеритель-ных систем, их уравнения и характеристики.
8. Операционные усилители и основные схемы включения. Принцип ра-боты, иллюстрация в EWB. 
9. Схемы аналогового сумматора и компаратора на операционных усилителях, иллюстрация в EWB.
10. Схемы дифференциатора и интегратора на операционных усилителях, иллюстрация в EWB.
11. Цифровые сигналы. Логические элементы, их таблицы состояний. Принцип работы, иллюстрация в EWB.
12. Синтез однотактных схем. Минимизация логических функций. Принцип работы, иллюстрация в EWB.
13. Цифровой сумматор. Принцип работы, иллюстрация в EWB.
14. Асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ. Принцип работы, иллюстрация в EWB. 
15. D-триггер. Принцип работы, иллюстрация в EWB.
16. Оперативные запоминающие устройства на D-триггерах. Принцип работы, иллюстрация в EWB.
17. Счётчики импульсов. Принцип работы, иллюстрация в EWB.
18. Счётчики импульсов повышенной интеграции, иллюстрация в EWB.
19. Шифратор. Принцип работы, иллюстрация в EWB. 
20. Дешифратор. Принцип работы, иллюстрация в EWB.
21. Распределитель импульсов. Принцип работы, иллюстрация в EWB.
22. Микропроцессоры и микро-ЭВМ. Общие положения. Обобщённая структура микропроцессорных устройств.
23. Двоичные коды (ДК), преобразование кодов, код Грея (КГ).
24. Преобразование КГ – ДК, иллюстрация в EWB. 
25. Преобразование ДК – КГ, иллюстрация в EWB.
26. Основные характеристики ЦАП и АЦП. Относительная погрешность полной шкалы, погрешность нуля.
27. Основные характеристики ЦАП и АЦП. Абсолютная погрешность, время установления ЦАП. Время преобразования АЦП. 
28. Основные характеристики ЦАП и АЦП. Разрешающая способность, нелинейность.
29. Основные характеристики ЦАП и АЦП. Монотонность, коэффициент преобразования.
30. Основные структуры ЦАП, иллюстрация в EWB.
31. Основные структуры АЦП.
32. Интегрирующие АЦП, иллюстрация в EWB.
33. АЦП параллельного типа. Принцип работы, иллюстрация в EWB.
34. Арифметические операции.
35. Арифметико-логическое устройство (АЛУ). Принцип работы, иллюстрация в EWB. 
36. Работа шин микропроцессорных устройств, иллюстрация в EWB. 
37. Запись и чтение данных в микропроцессорных устройствах.
38. Автоматизация измерительного процесса. Телеизмерения.
39. Обобщенные структурные схемы автоматических средств измерений.

